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Spektrometr rentgenowski o układzie Bragg-Brentano
z kryształem pracującym na odbite promienie „X"

Przedmiotem wynalazku jest spektrometr rent¬
genowski o układzie Bragg-Brentano z kryszta¬
łem pracującym na odbite promienie „X", zwłasz¬
cza jego układ kinematyczny.
Znane dotychczas spektrometry tego typu posia¬

dały układ kinematyczny, w którym istotnym ele¬
mentem przeniesienia ruchu 'były zespoły kół zę¬
batych zestawiane jako przekładnie ślimakowe
lub kątowe. Równoczesny napęd kryształu i de¬
tektora promieni „X" przemieszczających się
względem siebie z dwiema różnymi prędkościami
kątowymi, będącymi w stosunku 1:2, realizowa¬
ny był dotychczas przez stosowanie podwójnej
przekładni ślimakowej, w której liczba zwojów
każdego ślimaka zawsze odpowiadała powyższej
zależności.

W spektrometrach gdzie stosowano przekładnie
kątowe istotą przełożenia jest wzajemna zależ¬
ność ilości zębów kół współpracujących. Rozwią¬
zania te posiadają jedną wspólną wadę — skom¬
plikowany układ napędowy z uwagi na dużą ilość
części co daje mało dokładną powtarzalność na¬
stawienia tego samego położenia kątowego. Po¬
nadto gabaryty tych znanych dotychczas urzą¬
dzeń były znaczne przez co uniemożliwiały sto¬
sowanie ich we wszystkich procesach technolo¬
gicznych.
Celem wynalazku jest umożliwienie szerszego

wprowadzenia rentgenowskiej analizy widmowej
do ciągłej kontroli przemian zachodzących pod-
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czas procesów technologicznych, zaś zadaniem
wynalazku jest opracowanie konstrukcji układu
kinematycznego spektrometru przeznaczonego do
osiągnięcia tego celu. Cel t?n został osiągnięty
przez zastosowanie w spektrometrze układu kine¬
matycznego stanowiącego zespół pantografu skła¬
dającego się z co najmniej dwóch dźwigni zwią¬
zanych przegubowo z ramieniem detektora promie¬
ni „X" i elementu konstrukcji wsporczej spektro¬
metru oraz z wodzika wzdłuż osi którego prze¬
mieszcza się wspólna oś obrotu dźwigni powodu¬
jąc, iż kryształ osadzony na osi obrotu wodzika
nadąża za ramieniem detektora promieniowania
„X" z prędkością kątową dwukrotnie mniejszą
od prędkości detektora.

Zastosowanie układu dźwigniowego w sposób za¬
sadniczy upraszcza konstrukcję urządzenia, poz¬
walając na pełniejsze wykorzystanie walorów
spektrometrii rentgenowskiej w nieniszczących
analizach ilościowo-jakościowych pierwiastków od
z = 22 Ti do z = 92 U z dostateczną dla celów
praktycznych dokładnością.

Ponadto układ konstrukcyjny według wynalaz¬
ku posiada około dwudziestokrotnie mniejszy cię¬
żar od dotychczas stosowanych układów.

Wynalazek zostanie bliżej objaśniony na przy¬
kładzie pokazanym na rysunku, który przedsta¬
wia graficznie rzut pionowy układu kinematycz¬
nego i bieg promieni „X" w spektrometrze we-
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dług wynalazku. Linią przerywaną oznaczono in¬
ne dowolne położenie układu.

Układ kinematyczny stanowi zespół pantografu,
który składa się z co najmniej dwu dźwigni D,
z których jedna osadzona jest przegubowo na ele¬
mencie A konstrukcji wsporczej spektrometru, a
druga związana przegubowo z ramieniem B de¬
tektora promieni „X". W trakcie ruchu ramie¬
nia B po torze kołowym stanowiącym kolo Row-
landa, wspólna oś O obrotu obu dźwigni D prze¬
mieszcza się wzdłuż wodzika W powodując, iż
kryształ K osadzony na jego osi obrotu nadąża
za ramieniem B detektora promieniowania <łM
z prędkością dwukrotnie mniejszą, spełniając wa¬
runek ogniskowania promieni „X".
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Zastrzeżenie patentowe

Spektrometr rentgenowski o układzie Bragg-
-Brentano z kryształem pracującym na odbite pro¬
mienie „X", znamienny tym, że zawiera układ
kinematyczny stanowiący zespół pantografu skła¬
dający się z co najmniej dwóch dźwigni (D)«
związanych przegubowo z ramieniem (B) detek¬
tora promieniowania „X" i elementem <A) kon¬
strukcji wsporczej spektrometru oraz z wodzika
(W) wzdłuż osi którego przemieszcza się wspól¬
na oś (O) obrotu obu dźwigni (D), powodując iż
kryształ (K) osadzony ha osi obrotu wodzika na¬
dąża za ramieniem (B) detektora (GM) z pręd¬
kością kątową dwukrotnie mniejszą od prędkości
detektora (GM).

ZF „Ruch" w-wa, zam. 1607-71, nakł. 210 egz.
Cena zł 10,—
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